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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 
 
Монография посвящается раскрытию физической природы и разработ-

ке принципов практического применения обнаруженного недавно авторами 
принципиально важного и обеспечивающего радикальное расширение функ-
циональных возможностей структурной диагностики материалов наноинду-
стрии явления уникального повышения при многократном рассеянии струк-
турной чувствительности (на несколько порядков величины) и появления 
информативной возможности решения задач многопараметрической диагно-
стики за счет обнаруженных зависимостей характера влияния характеристик 
дефектов на картины рассеяния от условий дифракции при многократном 
брэгговском и диффузном рассеянии рентгеновских лучей, нейтронов, элек-
тронов и других заряженных частиц в монокристаллических системах с де-
фектами. Утверждается, что это явление обусловлено формированием кри-
сталлом с дефектами в процессе многократного рассеяния самоорганизован-
ных стоячих брэгговского и диффузных волновых полей, управляемых усло-
виями дифракции и зависящих от характеристик дефектов. Формирование та-
кого зонда с атомноразмерной периодичностью и соответствующей уникаль-
ной разрешающей способностью обеспечивает сильную зависимость характера 

последующего многократного взаимодействия кристалла с этим волновым по-
лем от их взаимной локализации, которые (и взаимодействие, и локализация) 

управляются как условиями дифракции, так и характеристиками дефектов.  

В результате динамическая картина рассеяния оказывается зависящей от усло-
вий дифракции и характеристик дефектов взаимосвязанным образом, в отличие 

от кинематического случая. В монографии рассмотрены разнообразные меха-
низмы конкурентного воздействия разного рода эффектов многократности на 

результат взаимодействия указанного зонда с кристаллом и формирования чув-
ствительной к отклонениям от периодичности многообразности за счет обес-
печения тем или иным способом взаимосвязанности зависимостей картины ди-
намического рассеяния от условий дифракции и характеристик дефектов, кото-
рая и является причиной, обусловливающей открытое явление. Это явление 
используется для создания основ и практической реализации неразрушающей 
количественной диффузнодинамической комбинированной дифрактометрии 
впервые многопараметрических монокристаллических материалов и много-
слойных систем с дефектами нескольких типов. 
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Излагаются результаты создания необходимых в случаях многопара-
метрических систем с усложненной структурой как теоретических моделей, 
так и новых подходов и принципов и их практической реализации для осуще-
ствления многопараметрической диагностики, т.е. однозначного решения об-
ратной задачи восстановления по картинам многократного рассеяния, экспе-
риментально полученным в различных целенаправленно выбранных услови-
ях динамической дифракции, характеристик нескольких типов дефектов и 
различных параметров сверхструктуры монокристаллических материалов и 
изделий нанотехнологий. В частности, созданы основы и практически осуще-
ствлена диагностика монокристаллов кремния с дефектами нескольких ти-
пов, многослойных систем с неоднородно распределенными от слоя к слою 
дефектами нескольких типов, многослойных сверхрешеток с самоорганизо-
ванными решетками квантовых точек, ионно-имплантированных гранатовых 
систем Y3Fe5O12/Gd3Ga5O12/Y3Fe5O12 со сложной ячейкой и неоднородно рас-
пределенными как от слоя к слою, так и внутри слоев макродеформациями 
разной природы и микродефектами нескольких типов. 

Предлагается типовой проект оригинальных диагностических станций, раз-
работанных учеными Украины и России. Включены результаты, которые могут 
быть использованы на любом современном синхротроне или источнике нейтронов. 

Монография предназначена для исследователей в области диагностики 
дефектов в кристаллах и изделий нанотехнологий, а также аспирантов и сту-
дентов соответствующих специальностей. 

 
Монография создана трудами сотрудников: 
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